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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用翻译法等同采用IEC61164:2004《可靠性增长 统计试验和评估方法》。
与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T5080.4—1985 设备可靠性试验 可靠性测定试验的点估计和区间估计方法(指数分

布)(neqIEC60605-4:1978)
———GB/T5080.6—1996 设备可靠性试验 恒定失效率假设的有效性检验(idtIEC60605-6:

1989)
本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本标准由全国电工电子产品可靠性与维修性标准化技术委员会(SAC/TC24)归口。
本标准起草单位:工业和信息化部电子第五研究所、北京航空工程技术研究中心。
本标准主要起草人:李锴、丁小健、潘广泽、胡湘洪、梅文华、黄创绵、陈静、张洪彬、佘阳、李小兵、

朱嘉伟、沈峥嵘、唐庆云。
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引  言

  本标准描述了幂律可靠性增长模型以及相应推演模型,并且给出了它们应用方法的详细步骤。在

现有的若干可靠性增长模型中,幂律模型应用得最广泛。GB/T15174—2017中的第4章、第6章和

第7章中给出了一些数值的计算过程。
模型需要两种形式的输入,第一类输入用于在设计阶段通过分析和设计改进来进行可靠性增长规

划,即输入设计阶段持续时间、初始可靠度、可靠度目标、计划的设计改进和期望达到的可靠性水平。第

二类输入用于工程研制阶段的可靠性增长,失效是一个系统的各次关联失效发生时或观测时的累积试

验时间,另外如果试验截止时间不是最后一次失效的时间还包括试验截止时间。为了使产品的早期失

效率稳定,假定在所有的预试验例如环境应力筛选之后才开始收集用作模型输入的数据。
在试验条件相近时,用以前的试验结果估计的参数可以用来预计或规划将来的可靠性增长。
一些计算过程会要求计算机编程,但是并不复杂,本标准中的算法通过计算机编程可以很容易

实现。
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可靠性增长 统计试验和评估方法

1 范围

本标准基于可靠性改进工作中的失效数据,给出了可靠性增长评估的模型和数值方法。这些模型

和数值方法涉及增长、评估、产品可靠度置信区间和产品拟合优度检验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2900.13—2008 电工术语 可信性与服务质量[IEC60050(191):1990,IDT]

GB/T5080.1—2012 可靠性试验 第1部分:试验条件和统计检验原理(IEC60300-3-5:2001,

IDT)

GB/T15174—2017 可靠性增长大纲(IEC61014:2003,IDT)

IEC60605-4 设备可靠性试验 第4部分:指数分布下可靠性试验的点估计和区间估计方法

(Equipmentreliabilitytesting—Part4:Statisticalproceduresforexponentialdistribution—Pointesti-
mates,confidenceintervals,predictionintervalsandtoleranceintervals)

IEC60605-6 设备可靠性试验 第6部分:设备可靠性试验恒定失效率假设的有效性检验

(Equipmentreliabilitytesting—Part6:Testsforthevalidityoftheconstantfailurerateorconstant
failureintensityassumptions)

3 术语和定义

GB/T2900.13—2008和GB/T15174—2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
可靠度目标 reliabilitygoal
可靠性增长程序结束后产品期望达到的可靠性水平。

3.2
初始可靠度 initialreliability
在产品设计阶段早期的可靠性水平,即在任何潜在失效模式和原因被设计改进之前的可靠性水平。

3.3
设计阶段的可靠性增长模型 reliabilitygrowthmodelforthedesignphase
根据潜在的设计改进,用数学语言描述从设计阶段开始到设计阶段结束的期间内可靠性的增长

变化。

3.4
产品平均失效率 averageproductfailurerate
通过给定时间段内估计的可靠度计算得到的。
注:产品设计的修改导致以时间为变量的失效率函数改变。
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